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Venha participar e conhecer um pouco 
mais sobre a Quantificação de Fases 

por Difração de Raios X (XRD) 
Usando Topas 

 
Cronograma: 
 

08h-8h30: Introdução à Teoria de Quantificação de Fases  
8h30-9h15: Análise de Rietveld - Introdução ao TOPAS  
9h15-10h: Banco de Dados (Arquivos CIF)  
10h-10h15: Intervalo  
10h15-12h: Ajuste dos Parâmetros Fundamentais  
12h-13h30: Almoço  
13h30-16h: Quantificação de Fases em Amostras usando 
TOPAS  
16h-16h15: Intervalo  
16h15-17h: Discussões Finais 
 
 
Palestrantes:  

Renato Silva (Bruker do Brasil) e Cassio Morilla dos Santos (UFC) 

 

VAGAS LIMITADAS: Máximo de 24 participantes 

TOPAS - Total Pattern Analysis Solution 


